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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES
ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE APPLICABLES AUX MATERIELS
ELECTRONIQUES ET A LEURS COMPOSANTS

Deuxieme partie: Essais — Essai Eb: Secousses

PREAMBULE

) Les décisions ou accords officiels de Ia C E I en ce qui concerne les questions techniques,\prépai és par dés Com|tés d’Etudes
} bure possible

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sént aghéées 3 s nationaux

3) Dans le but d’encourager cette unification internationale, 14 C i & e ationaux ne
3 de ces régles

4) Oneconnait qu’il est désirable que ’accdid int¢in i f6s0ivi d un effoirt pour harmonfiser les régles
nettent Les

vib1ations,
du Comité d’Etudeg No

Un pieml nti¢iement
nouveau a été dig et définitif
fut soumis a A"approbation ¥es Co 1966 Les

¢ommentajies \egus i b des Deux
Mois enmar

¢ sont prononcés explicitement en favew de la publication:

e du Sud Isiaél
Allemagne Japon

Austialie Noivege
Autiiche Pakistan
Betgique Potogne

Canada Royaume-Uni
Danematk Suéde
Etats-Unis d’Amérique Suisse

Finlande Tchécoslovaquie
Hongiie Tutquie

Inde Union des Républiques Socialistes Soviétiques
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FOR

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 2: Tests — Test Eb: Bump

1) The forn
National

consensus of opinion on the subjects dealt with

2) They hay
sense

3) In order
yet no ng
rules in

4) The desi
national
Commit

This

A fits
at the meqd
Committe
to Nationg

The fi

FOREWORD

™

al decisions ot agreements of the I E C on technical matteis, prepated by Technjcal Sominittee
Commiittees having a special interest thetein ate repiesented, expiess, as néarly~as ‘possible,Nd ernationdl

¢ the form of recommendations for inteinational use and they are accepted b nal Committees in thajt
to promote this international unification, the I E C expiesses aE
tional rules, when preparing such rules, should use the I E C recom es|

ability is 1ecognized of extending internatighal ag pugh an endeavour to harmoniz|
standardization rules with these iecommendations\in as ratidnal condjtions will permit The Nationg

— D

nittee 50A, Shock and Vibiation Tests, of

ice in 1962 A complete new diaft was discussefl
eSult 6f which a definitive diaft was submitted to National
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ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES
ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE APPLICABLES AUX MATERIELS
ELECTRONIQUES ET A LEURS COMPOSANTS

Deuxiéme partie: Essais — Essai Eb: Secousses

1 Objet

Cet essal a poul but de detetminel aplitude des composants et des_matetiels a gtie utilisés
loisqu’ils sont soumis a des secousses prolongées et/ou de s’assuier de

kusteSse-de stiucture

D Généralités
kquels sont
susceptibles d’&tie soumis les matéiiels et les compos . en seivice
La spécification particuliéte du compogant i dénommé
spécimen, devia claitement indiquer si le sRégi sses ou §’il
suffit qu’il soit encoie en état de i pécification
patticuliéie devia toujours prescrigeNes tol 8 rement qui

Cet essai est en premier liu desting
coffiet de transpoit quand._ce de

en est toujours fixé a la machine a secousses pendart ’épreuve

pns non emballés et aux objets placgs dans lew

dspécimen est fixé sur la machine 4 secousses et que toutes les auties chgiges néces-
placges en vue de I'exécution de 1’épreuve, les secousses appliquées doiverjt avoir, au

Dans certains cas, par exemple pout les chaiges fortement 1éactives, la spécification paiticuliéie
peut admettre des tolérances moins sévéies que celles que piesctit la piésente 1ecomrnandation

311 Foime fondamentale de I'impulsion

Ly

La machine & secousses doit pouvoir pioduite une impulsion ayant appioximativement la
forme d’une demi-période d’onde sinusoidale comme indiqué sw la figure 2, page 15, pa1 les traits
intetrompus

La viaie valemr de I’accélération et la duiée de Iimpulsion 1éelle doivent se trouver dans les
limites indiquées sur la figure 2
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BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES

FOR ELECTRONIC COMPONENTS AND ELECTRONIC EQUIPMENT

31

Part 2: Tests — Test Eb: Bump

Object

su

General

figm 1epetitive shocks likely to be encountered by equipments apd
trgnsportation

sp
to

Co

kaged 8§
wlen the latter may be consideied as pait of

Todetermine—the—smitabilitvof companenteand-—eambmaenteforanoleationesvhere—thes—at
+O—ceteH-ih the—-stHtapittty—or—commponeiisaRa—egtipieits—torapphecations—wvhetre—they—at

bjected to prolonged bumping and/o1 to assess their structural integiity

The puipose of this bump test is to ptoduce in the specimen eR

This test is primatily intended fo1 unpac

Fo1 the puipose

nditioning Q

Characteristic

to

load e eonbitioni process, the applied bumps shall, at the monitoting point, have th
chh _ ‘

Insecitain cades, for instance for highly 1eactive loads, the relevant specification may alloy
erances less seveire than those specified in this Recommendation

v UW

Z

Basic pulse shape

The bump machine shall be capable of geneiating a pulse approximating to one-half cycle of
a sine wave as shown by dotted lines in Figuie 2, page 15

The tiue values of acceleration and duration of the actual pulse shall be within the limits of
tolerance shown in Figuie 2
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Cadence de 1épétition

La cadence de 1épétition doit étre telle que, entie les impulsions successives, le mouvement
relatif du spécimen soit approximativement nul et la valew de accéléiation au point de contrdle
doit étte compuise entre les limites indiquées pa1 la figuie 2 Une cadence de une a tiois secousses
pat seconde convient habituellement

Vatiation de vitesse

La vaiiation téelle de la vitesse doit étite & 4+ 209/ prés égale a celle cortespondant a
Iimpulsion nominale et donnée aux paragtraphe 4 1

Pour déterminer la variation de vitesse de I'impulsion 1éelle, cette deiniéie doit étie intégrée

B3 2

321

322

323

A partii d'un point sitné 4 04 D avant Pimpulsion jusqu’en un point sitné 4 01 D au-dela de
Pimpulsion, D étant la laigew de I'impulsion nominale (voit figuie 2)

Mouvement tiansversal

Toute valeur d’accéléiation positive ou négative 1elevée 9 i i1 ofe [dans toute
ditection perpendiculaite & la direction des secousses €¢ési Qit '} ; 309 de la
les relevés

Chaine de mesure

Contible des impacts

Les impulsions des secousses dorv
cont1dle Ce point est le poi
plateau de la ma,

mesuiges-avec un accéléromeétie placé pu point de
simen le plus proche du centie de la suiface du
tigidement

(e valeur de

5 "accéléro-

appaialt nécessaire d’utiliser des filties poui 1éduire les effets de toute 1ésonance a hajute fréquence
1ente a4 accélérométre, on pouita &tie amené, pour éviter la distotsion de ’onde [reproduite, a
eXaminer les catactéristiques d’amplitude et de phase de la chaine de mesuie

Momage

Le spécimen doit étie fixé a la machine a secousses soit ditectement, soit au moyen dun
suppott comme il est spécifié plus loin

Les suppoits de montage doivent &tie tels que 1’on puisse appliquer les secousses selon les
différents axes spécifiés pour 1’épreuve (paragiaphe 5 2)

Les connexions extéiicuies destinées a I'exécution de mesutes ne devraient ajouter quun
minimum de contiainte et de masse
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32

321

322

323

33

Repetition rate

The 1epetition 1ate shall be such that between impulses the 1elative motion within the specimen

shall be substantially zero and the value of acceleration at the monitoring point shall be within
the limits shown in Figute 2 A rate of one to thiee pe1 second is usually adequate

Velocity change

The actual velocity change shall be within - 209 of the value coiiesponding to the nominal

pulse and given in Sub-clause 4 |

To determine the velocity change, the actual pulse should be integiated from 04 D befoie

the pulse to 0 1 D beyond the pulse, wheie D is the length of the nominal pulse (See Figuie 2)

i

()

=

ansveise motion

ne
tended bump direction, shall not exceed at any time 309, of the & S ign
[ the nominal pulse in the intended direction, when determined\with a-3 i in

ccordance with Sub-clause 3 2

feasuiing system

Monitoiing

is
ppint shall be the specimen fixing poinf neaiest toyth a
specimen fixing point having a moie 1igid co % n
Accuracy

The acc
hlue 1s within the

Note — Whe g 2y to employ filtets to 1educe the effect of any high-frequency resonances inherent|in
the.ad: dtet, it may be necessaty, to avoid distortion of the 1eproduced waveform, to examine {he
amplitude™and phase charactetistics of the measuring system

4 res
Fas UMILLLIES

The specimen shall be fixed to the bump machine, either ditectly o1 by means of a fixtuie

as specified below

Mounting fixtutes shall be such as to enable the specimen to be subjected to bumps along

the vatious axes as specified for conditioning (Sub-clause 5 2)

Exteinal connections necessaty for measuring puiposes should add the minimum testiaint

and mass
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Montage des composants

Si le composant est pouitvu de dispositifs de fixation spécifiques, ces derniers doivent &tic
utilisés comme piesciit dans la spécification partticulitie, et tout dispositif de b1idage supplémentaiie

ciéant des contraintes doit étie évité

Si le composant n’est pas poutvu de dispositifs de fixation spécifiques, il seta monté de telle
soite que les contiaintes dynamiques de I’épreuve s’appliquent au corps du composant, ou a ses
sotties, ou aux deux Les méthodes suivantes peuvent &tie utilisées comme presciit par la

spécification patticuli¢ie
a) fixet a la fois le coips et les sonties,

b) fixer les sorties seulement

32
321

322

Swuf spécification comraire, fesSorties des COMpPoSants desTines 4 6li¢ CONneces
sotties doivent étie fixées 4 6 4 1 mm du co1ps du composant

Montage des matériels

N oA

Les matéiiels destinés a &tie utilisés dans des conditions el se
exemple dans des véhicules mobiles) doivent étie assuje
moyens normaux de fixation, sauf piesctiption contrajs

avec\les amotrtisseurs a
dispositif commun de
essai de secousses de

ectés au matéiiel pendant I’
disposés de telle soite qu’ils ajo

qui est not ' sseuts, le matériel doit, sauf spécification
étre monté di ement 2 cssai effectué avec les amortisseurs 1etiiés ou blog

La sp
et su1 l’e

Effet de Ia pesanteur

pa1 leuis

sses (pat
pa1 leus

& avec ses
ppiopti€s,
montage,
a sévélité
et

essal pout
utent une

h matéiiel

contraite,
ués

P montage

poiter un
tie monté

a1ticulicte

La spécification paiticuliere doit indiquier si l'effet de 1a pesantem est impoitant 1)

ns ce cas,

le matéiiel doit étie monté de telle fagon que la pesanteur agisse dans le méme sens qu’en

utilisation

normale Quand Deffet de la pesanteur est sans impoitance, le matériel peut &t1te monté dans

n’impoite quelle attitude

Sévérités

La sévéiité d’un essai de secousses est donnée par la combinaison de I’accéléiation de ciéte,

de la duiée correspondante et du nombie de secousses
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332
3321

3322

3323

3324

333

Mounting of components

If the component is p1ovided with specific means of mounting, these shall be used as piesciibed
by the 1elevant specification, and any additional 1estiaining stiaps should be avoided

The mounting of components not provided with specific means of mounting shall be such that
the conditioning dynamically loads the body and/o1 its tetminations The following methods
may be used as piesciibed by the 1elevant specification

a) clamping both the body and the leads,
b) clamping the leads only

Bniessotherwisespecified; components imtemded-for motmting by their feads shatttmve tei

ds clamped at 6 -+ | mm fiom the body

!

w

Mounting of equipments

Equipment intended fo1 use in an enviionment wheie bumping taked\ pl e Y inlg
vehicles) shall be fastened by its normal means of attachment unless dther wi
specification

-

Equipment intended for use with isolators should noimg isofators  If it

=
@
=
o
[=4
=
—
(¢}
Q.
=
=
| =2

other equipment in a common mounting system g dation may permit
bymp test of stated severity on the single

=

If duting the test for measuiinig
pt gstraint and mass as in the noimal
ing

W is er g tudin degiee of 1obustness in an equipment
which i : 1 by isplatoiss\the-equipment shall, unless otherwise specified, He
m i ; . test ied out with the isolators 1emoved o1 blocked

Tl peciicaly give précise instructions on the manner of mounting and
o] :

W K » gécettain the capability of an equipment to withstand trang-
pditation, Gther % erent in its service use, the equipment shall be mounted only ds
p1 i

W d
ot

Gravitdtional effec

The ielevant specification shall state whether the effect of gravitationalforce—is—importa

THPOT -

In this case, the specimen shall be so mounted that the g1 av1tat10nal force acts in the same direction
as it would in use  Whete the effect of gravitational foice is not important, the specimen may be
mounted in any attitude

Severities

A bump test sevetity is given by the combination of peak acceleration, dutation and numbet
of bumps
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Sauf presciiption contiaire de la spécification particuliére, I'une des sévéiités données dans les

patagiaphes 4 1 et 4 2 doit étre choisie

41 Accéléiation et duiée de I'impulsion
a gt A Duiée correspondante Variation de vitesse
Accélération de créte (4) de I'impulsion (D) correspondante
m/s? (Nombte
de g équivalent) ms m/s ({t/s)
98 10) 16 1,00 (3,28)
245 (25) 6 0,94 (3,08)
390 (40) 6 1,50 /\(\MQ\Z)
) Nombre de secousses
1000 4 10
4000 + 10
4 3 Sévérité préférentielle
Pow I’essai des composants et des autt dimensions, la sgvéiité pré-
féientielle doit étie de 4 000 -+ 10 secouss 90 m/s? (40 g) ave¢ une durée
de impulsion de 6 ms
5 Méthode d’essai
51 Mesutes initiales

cifié dev1a étie apphque au nomble IedUIt de spécimens, de telle fagon que 1’essai
dans chacune des six attitudes diffétentes L’essai seia appliqué différtemment suivan
de spécimens

De trois a cing

ctiiques et

tionnement

sses spécifié

jkes, aux six

CLOUSSEes spe-

soit effectué
t le nombie

Trois spécimens doivent &tie essayés et chacun d’eux dans deux des six attitudes possibles, soit

un total de 2 000 ou 8 000 secousses pour chaque spécimen, selon la sévérité
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42

43

51

52

521
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Unless otherwise prescribed in the televant specification, one of the seveiities given in

Sub-clauses 4 1 and 4 2 shall be chosen

Acceleration and duration of the pulse

My

=

o

i1

Number of bumps

referred seveiity

000 - 10 bumps at an acceleration of 390 m/s? (4Q g) wi 8 ofi of 6 ms

esting procedure

Thitial measui ements

onditioning ::

. Cotiesponding duiation Coiresponding velocity
Peak acceleration (A) of the pulse (D) change
m/s? (Equivalent g) ms m/s (ft/s)
98 (10) 16 100 (328)
245 25) 6 094 (308
390 (40) 6 150 492

1000 + 10
4000 4 10

For the testing of components and other small gpecimen s cd severity shall pe

The specimen sha
the 1elevant speq

tically and mechanically checked as requiigd

When the numbei i i i i i i1

be applied to the 1educed number of specimens, in such a manne1 that a test is made in each of the
six attitudes According to the number of specimens, the test shall be applied as follows

Thiee to five

Thiee specimens shall be tested, each of them in two of the six possible attitudes making a total
of 2000 o1 8 000 bumps to each specimen, according to the seveiity
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Deux

Chaque spécimen doit &tre essayé dans tiois des six attitudes possibles, soit un total de 3 000 ou

12 000 secousses pout chaque spécimen, selon la sévérité

Un

Le spécimen doit €tie essayé dans chacune des six attitudes possibles, soit un total de 6 000 ou

24 000 secousses poui le spécimen, selon la sévérité

522 Matériels

Loisque Pattitude du spécimen guand il seta monté ou transpoité est connue, et

uisque les

secousses sont généralement plus significatives dans un sens (habituellente
de secousses spécifié deviait &tie appliqué dans ce sens et cette attif
lotsque I’attitude n’est pas connue, le nombie de secousses spécifié t_Etie\app
chacun des sens piesctits pat la spécification paiticulieie Dans ce i ¢
dans au plus tiois sens tii-1ectangulaites

53 Mesw es finales

patticuliére, les détails suivants d

Paiagraphes
331
3321
3322,3323
333
31
41
42
51

7)  Fonctionnement et véiifications fonctionnelles 52

yettical)l¢ nombie

Toutefois,
iqué dans

fications électtiquef et méca-

bivent &tie

k) Nombre de sens d’application des secousses (composants) 521
/) Nombie de sens d’application des secousses (matétiels) 522

m) Mesmes finales 53
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Two

Each specimen shall be tested in thiee of the six possible attitudes, making a total of 3 000 o1
12 000 bumps to each specimen, according to the seveiity

One

The specimen shall be tested in each of the six possible attitudes, making a total of 6 000 o1 24 000
bumps to the specimen, accoiding to the severity

Equipment

1 + | £ 41 . 1 eyl ) ol PR 1
Whete-the-attitrdeof-the-specimerrwhermmountedortramsportedis—krow, amd-simce- s

2 s oW
ge]
(2]
o
=
@]
=3
o
o
(¢
o
o
=X
=
o
<%
5
-
=
&
Lt
o
=
<)
(e}
=
@]
=
IS
=
o
[
=
=8
f]
o
(¢}
o
=X
\<
T
o]
=
(¢}
<
e

levant specification  In this case, up to thiee mutually petpendiculs
Hequate

o

Hinal measurements

The specimen shall be visually inspected and electrj 2
y the 1elevant specification

o

o

‘Jformation required in the relevant specification

@o ]

Fhen this test is included in a 1elevant spe
they ate applicable

Bowing details should be given as far

o]

Sub-clause
aj Method of mounting S 331
b} Method @ 3321
Method of mg 3322,3323
333
31
41
42
51
J)| <SFanctioning and functional checks 52
k) Numbei of ditections for conditioning (components) 521
!} Number of ditections for conditioning (equipments) 522

m) Final measumements 53
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+1 dB

0 dB-
—1 dBA 4 Hz

3
25 kHz
5 kHz

i
|
|
|
I
i
|
|
i
I
I
|
|
|
I
|
I
!
1
]

) |
—10 dB- m
N 1
1 ] I | B 1 J [ IIllllI l 1. l
kHz 25 kHz 40 kHz
Fréquence
Frequency

équence du systeme de mesure
ajactetistic of the measuring system
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